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Teorie méfeni. VeliCiny, jednotky a jejich soustavy, Skaly a jejich typy, redlné méreni, teorie
podobnosti a modelovani, analyza matematického a fyzikalniho modelu.

Obecna metrologie. Méfici metody, méfici prostfedky, méfici zafizeni, kalibrace a ovéreni.
Zakladni pravni predpisy v metrologii. Metrologicky systém v CR, mezindrodni organizace
pUsobici v oblasti metrologie, jakostni normy rady 1ISO 9000.

Technické materidly. Kovy, nekovové materidly, materidalové vlastnosti, vnitfni stavba, fazové
transformace, krystalizace kovl a slitin, rovnovaziné diagram, alotropické premény, zaklady
tepelného zpracovani.

Tradiéni technologie vyroby technickych materialli. Vyroba Zeleza a jeho slitin, hliniku, skla,
nezeleznych kovu a jejich slitin, slinutych kovovych materiald, nekovovych technickych materialQ
a kompozitnich material(, krystalické materialy, vyroba monokrystal(, inteligentni materialy.
Svételna mikroskopie. Teorie zobrazeni, zobrazovaci metody, pfiprava vzorkd, konfokalni
laserovd skenovaci mikroskopie, mikroskopie blizkého pole. Mikroskopie skenujici sondou — STM,
AFM, MFM, EFM aj.

Elektronova mikroskopie. Principy, elektronova optika, typy, pracovni rezimy, pfiprava vzorkd,
analytickd elektronova mikroskopie (WDS, EDS).

Rentgenova strukturni analyza. Struktura krystalickych latek, symetrie, poruchy v krystalech,
kvazikrystaly a amorfni latky, fyzika rentgenovych paprskl, teorie difrakce, experimentaini
metody rentgenové strukturni analyzy, zdroje a detektory rtg. zareni.

Linedrni optika tenkych vrstev. Vlastnosti, metody vytvareni a kontroly. Maticovy popis soustav
tenkych vrstev, princip reversibility, priklady, elipsometrie.

Kvantovani elektromagnetického pole. Matice hustoty, kvantové korelacni funkce, fotopulsni
statistika, kvantova interference. Hanbury Brownova-Twissova korelacni interferometrie.
Fockovy a koherentni stavy. Neklasické (stlacené a/nebo sub-poissonovské) signaly.

Nelinearni fotonické nanostruktury. Metody popisu nelinedrnich jevd v téchto strukturach s
lokalizovanym optickym polem. Spontanni sestupnd frekvencni konverze v nelinearnich
vrstevnatych, periodicky-pdélovanych a vinovodnych strukturadch. Generace fotonovych par(,
kvantova provazanost fotonovych parl. Aplikace v metrologii.

Optické sensory. Triangulace, interferometrie v bilém svétle, opticka koherencni tomografie,
klasické interferometry, interferometrie vyuZivajici prostorovou koherenci, holograficka
interferometry, interferometrie na bazi koherencni zrnitosti (ESPI, shearography), metrologie na
bazi koherencni zrnitosti, méreni slozek tenzoru malé deformace predmétu.

Rezonatorova optika a spektroskopie. Mddy rezonatoru, Fabry-Perotlv etalon. Vyssi mddy,
vybér modu laserového rezonatoru, generace ultrakratkych optickych impulst v pevnolatkovych
laserech, diagnostika ultrakratkych puls(. Disperzni a difrakéni spektrometry. Monochromatory.
Detekce fotonl. Lavinové fotodiody, smyckové detektory. Elektronika pro koincidenéni detekci.
Zaznam a analyza modulovanych signdld pomoci osciloskopu. Spektralni analyzatory.
Intenzifikované CCD kamery a EMCCD kamery. Specidlni detektory fotonU pro kvantovou optiku.
Polarizace svétla a Interferometrie. Polarizace klasického svétla a jednotlivych foton(. Generace,
Uprava, detekce, vyuZiti. Machlv-Zehnderldv a Michelsonlv interferometr, vizibilita, stabilita,
vyuZziti. Vlaknova interferometrie a interferometrie s volnymi svazky. Interference a autokorelace.
Vinovody. Disperzni rovnice, médova struktura. Jednomodové vinovody a jejich vlastnosti.
Navazovani laserového svazku do optického vlakna. Prostorova filtrace.



17. Nelinearni optika. Generace druhé a tfeti harmonické. Generace bilého kontinua. Generace
rozdilovych frekvenci. Opticky parametricky zesilova¢. Generace korelovanych partd fotona typu |
a Il. Geometrie a vypocty orientace krystalu. Periodicky pdlované materidly. Interference
¢tvrtého radu, Hong-Ou-Mandel.



